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我々は、次世代の広帯域X線天文衛星「FORCE」への搭載を目指して、X線用 SOI (Silicon-On-Insulator) ピ
クセル検出器「XRPIX」を開発している。XRPIXは、SOI技術によって高比抵抗の Siを用いたセンサー部と低
比抵抗の Siによる CMOSピクセル回路部を結合した一体型の X線検出器である。XRPIXはイベント駆動読み
出しが可能であるため、∼ 10 µsを超える優れた時間分解能を実現でき、この優れた時間分解能により反同時計
数法によるバックグラウンド低減が可能になる。
FORCEによって天体からのX線のエネルギー・位置・フラックスなどを精度よく求めるためには、検出器の性

能向上に加えて、正確な検出器応答の理解が極めて重要である。特に、入射X線により検出器内に生成された電
荷雲のサイズは、検出器応答を理解する上で重要かつ基本的な物理パラメータとなる。そこで我々は、KEK-PF
の放射光を利用して、4 µmφのピンホールを使って絞った単色X線をXRPIXに照射し、ピクセルサイズ以下の
スケールでの電荷分割イベントの分布を測定した。この実験データを解析することで、我々は電荷雲サイズを精
度よく推定することに成功した。さらに、X線と検出器との相互作用と検出器内での電荷輸送を考慮したシミュ
レーションを行い、これを実験結果と比較することで、電荷雲の広がりの物理的起源についても議論する。


